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Introduccidn

Interferometros:
Efecto Sagnac (Kurzych,2016),
Fabry-Perot
Industria: Automovilistica o Mach- Zehnder (Lutang,2017).
Naval Mgtrologla P lica Su construccion requiere de gran estabilidad en el sistema.
Mediante tecnicas de:

correlacion cruzada (Percival, 2009), (Yamaguchi, 1989

Medicion de variables fisicas Aeroespacial
Dispositivos a Microescala i> Bioquimica §>

difraccion y polarizacion (Marciel,1995),

Medica Interferometria Holografica Digital (DHI)

Técnica dptica de campo completo

No destructiva

Se basa en la superposicion de dos frentes de onda

Objetivo: Requiere de una correlacion de dos hologramas para determinar la fase
Aumentar la intensidad de las franjas de interferencia En el proceso de la demodulacion de los hologramas la informacion contenida en ellos
originadas por la correlacion de dos hologramas, se puede ver afectada por ruido originado por los instrumentos del sistema.
mediante el Teorema de Superposicion.




Metodologia
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Figura 1 Diagrama del sistema Optico utilizado en DHI, (a)
Laser He-Ne 633nm, (b) Cubo divisor de haz 1, (c) Fibra oOptica,
(d) Espejo, (e) Cubo divisor de haz 2 y (f) cAmara CCD, Fuente
(Elaboracion propia).



Métodos y desarrollo.
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Figura 2 Proceso de recuperacion de fase de Figura 3 Diferencia de fase entre Iy (x,y) ¥

interferencia usando DHI, Fuente I (x,y), Fuente (Elaboracion propia).
(Elaboracion propia).



Superposicion de ondas Demodulacion de patréon de
Férrﬁ;';‘g‘é'ﬁé?a.d&:‘é%?npﬁé'82,%”0 mas onc franjas.
coinciden en tiempo y en espacio, la

funcion resultante es la suma vectorial de Para realizar el proceso de la reconstruccion de la fase, en
las funciones de onda individuales P !

(Buerbano, 2003) general, se aplican algoritmos con combinacion de los
0

interferogramas; el analisis se puede hacer con n =1,2,..M
A i l
—q2(x)
I o)y

interferogramas (Schwider, 1983).
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Figura 4 Principio de superposicion de
dos funciones, (a) con diferente amplitud
©1(x,t) # @,(x 1), (b) con igual
amplitud ¢, (x,t) = @,(x,t), Fuente
(Elaboracion propia).



Resultados

Intensidad (u.a.)

Perfil Eje x

Figura 5 (a) Franjas de interferencia originadas de la diferencia
de fase de dos hologramas, (b) Perfil de franjas de interferencia,
Fuente (Elaboracion propia).



Intensidad (u.a)
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Perfil Eje x

Figura 6 (a) Perfil de franjas de interferencia originadas de la
diferencia de fase de dos hologramas, con aproximacion
polinomial, (b) Franjas de interferencia con intensidad
aumentada por el principio de superposicion, Fuente
(Elaboracion propia).



Fase (Rad)
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Figura 7 Mapas de fase de las franjas de interferencia Fuente
(Elaboracion propia).
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Conclusiones

Se presenta un metodo sencillo para el aumento de intensidad de franjas
de interferencia obtenidas mediante Interferometria Holografica Digital,
el proceso muestra que la distribucion geometrica de las franjas de
Interferencia no se pierde y que sigue conservando su mismo mapa de
fase. El meéetodo de aumento de intensidad propuesto puede ser
Implementado en la diferencia de hologramas con alta frecuencia, donde

la calidad de las franjas se ve afectada, tanto por los instrumentos como
por las caracteristicas de la misma técnica.
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